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1. INTRODUCAO

Os principais depdsitos de bentonita do Brasil estdo situados no estado da Paraiba.
Recentemente, na regido de Cubati e Pedra Lavrada foram encontrados novos depositos de
bentonita que poderdo ampliar as reservas do estado. As argilas bentoniticas sdo rochas
essencialmente constituidas por argilomineral montmorilonitico e fazem parte do grupo das
esmectitas (SILVA e FERREIRA, 2008). A bentonita é utilizada fundamentalmente como
aglomerante na pelotizacdo de minérios de ferro, aglutinante de areias de moldagem usadas em
fundicdo, descoramento de Oleos vegetais, minerais e animais e, principalmente, agentes
tixotropicos de fluidos de perfuragdo de pocos de petrdleo e de agua (LUZ e OLIVEIRA, 2005).

2. OBJETIVO

A pesquisa tem como principal objetivo a caracterizagdo mineraldgica das argilas de Cubati,
visando o melhor conhecimento do depdsito e sua aplicagdo industrial.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do estudo, foram coletadas na Fazenda Campos Novos, municipio de
Cubati (coordenadas Lat/Long 9248701.58S/780498.53L), quatro amostras de bentonita
denominadas FCN-AR1, FCN-AR2, FCN-AR3 e FCN-AR4. As amostras foram encaminhadas
aos laboratérios do CETEM, onde a etapa de beneficiamento foi constituida por secagem ao ar
livre, desagregacdo, homogeneizacdo, quarteamento e separagdo em aliquotas.

Em seguida as amostras passaram por classificagdo a imido, utilizando peneiras de 0,053, 0,044
e 0,020 mm e posteriormente, foram secas na estufa de ventilacdo forgada.

A caracterizacdo mineraldgica foi executada através de Difratometria de raios X (DRX),
Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e Fluorescéncia de raios X (FRX).

A difratometria de raios X (DRX) foi realizada em um equipamento Bruker-D4 Endeavor, nas
seguintes condi¢des de operagdo: radiacdo Co Ka (40 kV/40 mA); velocidade do goniometro de
0,02° 26 por passo com tempo de contagem de 0,5 segundos por passo e coletados de 4 a 80°
20, com detector sensivel a posicdo lynxeye. As interpretagdes qualitativas de espectro foram
efetuadas por comparacéo com padrdes contidos no banco de dados do CETEM.

Na microscopia eletronica de varredura (MEV) foi utilizado um FEI, modelo QUANTA 400,
equipado com um sistema de microanalise por espectrometria de raios X (EDS) Oxford link
ISIS 300, com analise através das imagens adquiridas pelo detector de elétrons retroespalhados.

A andlise quimica foi realizada através do método da Fluorescéncia de Raios X (FRX). Essa
técnica analitica forneceu informacgdo qualitativa e quantitativa sobre a composicdo quimica
elementar das amostras. O equipamento utilizado para a obtencdo das medidas de FRX foi um
espectrometro sequiencial Philips, modelo PW 2400. Os elementos foram detectados em
pastilhas fundidas preparadas a partir da fusdo de 1,0 g de p6 do material misturados a 7,0 g de
tetraborato de litio. As condi¢cdes analiticas para a dosagem dos elementos presentes nas
amostras foram: detectores selado e de fluxo, cristais analisadores PET, Ge, PX1, PX3 e



LIF200, poténcia do tubo 24 kV e 90 mA ou 50 kV e 50 mA. O software utilizado para a analise
guantitativa foi 0 SemiQ, desenvolvido pela Philips.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO
4.1. Microscopia Eletronica de Varredura

De acordo com as imagens abaixo, obtidas ao MEV, as amostras apresentam aglomerados de
argilominerais e quartzo. Ndo foram detectadas variagdes significativas na mineralogia e
morfologia dos grdos, tendo em vista que foram coletadas em um mesmo depésito em camadas
sub-sequenciais.
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Figura 1. Imagens do detector de elétrons retro espalhados -BSD das amostras FCN-AR1, FCN-
AR2, FCN-AR3, FCN-AR4, respectivamente.

4.2. Difratometria de Raios X

Na figura 2, sdo apresentados os difratogramas de raios X das amostras. Os difratogramas
indicaram que as amostras sdo constituidas de montmorilonita e caulinita. Através dos
difratogramas de raios X, verificou-se que as amostras sdo constituidas basicamente por
montmorilonita e caulinita.
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Figura 2: Difratogramas de raios X das amostras. Co Ko (40 kV/40 mA).

4.3. Fluorescéncia de raios X

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados da analise quimica por FRX para as amostras brutas e
a fragdo abaixo de 0,020 mm.

As amostras brutas possuem teores Al,O; variando de 19 a 25% e de SiO, variando de 51 a
58%, indicando que as amostras possuem elevado percentual de quartzo, necessitando de
tratamento para remogdo deste contaminante. Ainda foi constatado que todas as amostras
possuem um baixo teor de ferro na sua composi¢do. Ressalta-se ainda que a AR1 e AR2
apresentam baixo teor de bario, que geralmente esta associado ao calcio, e a AR3 contém
manganés advindo do mineral criptomelano confirmado no DRX.

Para a fracdo abaixo de 0,020mm, os teores de Al,O; foram maiores para todas as amostras e o
de SiO, foi reduzido para valores de 51 a 52%, indicando que a concentracdo do material foi
promissora. Os 6xidos MnO, Na,O, SOs;, BaO e ZrO, foram determinados apenas na fracdo
bruta, entretanto, apenas a amostra AR2 apresentou um pequeno percentual do ZrO,. Assim, 0s
resultados foram satisfatorios, pois as amostras apresentaram potencial para o uso industrial,
criando subsidio para a utilizacdo do depdsito e ampliando as fontes de bentonita do estado.

Tabelal: Resultados da fluorescéncia de raios X das amostras brutas.

Oxidos (%) FCN-AR1 FCN-AR2 FCN-AR3 FCN-AR4
AlL,O3 19,877 23,152 22,447 25,932
SiO; 56,497 55,191 58,629 51,595
Fe>O3 6,953 3,122 2,966 4,437
MgO 2,599 2,426 2,433 2,45
K20 1,846 0,751 1,134 0,473
BaO 0,239 0,692 0 0
CaO 0,286 0,344 0,354 0,38
TiO- 0,513 0,531 0,561 0,633
MnO 0 0 0,333 0
Na,O 0 0,429 0 0
ZrO; 0,03 0,027 0,043 0
SO3 0,121 0,434 0 0

P.F. 11,04 12,9 11,09 14,07




Tabela 2: Resultados da fluorescéncia de raios X das amostras < 0,020 mm.

| FCN-AR1 FCN-AR2 FCN-AR3 FCN-AR4

Oxidos (%) <0,020 mm <0,020 mm <0,020 mm <0,020 mm
Al,03 21,986 26,168 26,603 27,586
SiO; 51,493 51,216 52,844 51,244
Fe.0s 7,675 3,602 3,621 4,545
MgO 2,815 2,778 2,998 2,471
K20 1,697 0,448 0,499 0,395
BaO 0 0 0 0
CaO 0,288 0,394 0,423 0,42
TiO, 0,646 0,578 0,711 0,538
MnO 0 0 0 0
Na,O 0 0 0 0
ZrO; 0 0,016 0 0
SO3 0 0 0 0
P.F. 13,41 14,8 12,3 12,79
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